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SPRAWOZDANIE

Z X SZKOLY-KONFERENCJI MWK'2014
"METROLOGIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO?”

W dniach 27 + 30 maja 2014 r., w WDW ,,Warmia” w Waplewie k/Olsztynka, odbyta si¢
jubileuszowa X Szkota-Konferencja MWK'2014.

Wiodacym organizatorem tego spotkania byt — podobnie jak wszystkich wczesniejszych —
Instytut Systemoéw Elektronicznych Wydziatu Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
wspomagany przez Wojskowe Centrum Metrologii MON oraz Naczelnego Metrologa WP. Ho-
norowy Patronat nad konferencja piastowat JM Rektor Wojskowej Akademii Technicznej. Mery-
torycznego wsparcia catemu przedsigwzigciu udzielit — jak zwykle — Komitet Metrologii i Apara-
tury Naukowej PAN, a takze Wydzial Elektryczny Politechniki Warszawskiej oraz Sekcja Polska
IEEE.

Prace organizacyjne realizowat zespot pod kierunkiem przewodniczacego Komitetu Nau-
kowego MWK’2014 prof. Andrzeja Michalskiego, sekretarza Komitetu Naukowego dr. inz. Mar-
ka Kuchty oraz przewodniczacych Komitetu Organizacyjnego dr hab. inz. Tadeusza Dgbrow-
skiego (WAT) i ptk. mgr. inz. Roberta Targosa (WCM MON). Obowiazki ,.ksiegowego i kwesto-
ra” konferencji petnit bardzo efektywnie mgr inz. Roman Wrona.

Konferencja ,,Metrologia Wspomagana Komputerowo™ jest od poczatku swojej dziatalnosci
nierozerwalnie zwigzana z szeroko rozumiang metrologia wojskowa. W tym roku watkiem prze-
wodnim wyktadow (w szkolnej czesci obrad) byta ,,metrologia mobilna”. Organizatorzy dotozyli
wielu staran by mobilno$¢ narzedzi i metod pomiarowych — tak waznych w metrologii wojskowej
— zostala nalezycie zaakcentowana. Dowodem na to m. in. byta towarzyszaca konferencji, bogata
ekspozycja zestawéw pomiarowych znajdujacych si¢ na wyposazeniu polskich wojskowych
osrodkoéw metrologicznych.

Biorac pod uwage, ze na mocy zatozenia, obrady mialy obejmowac nie tylko referaty konfe-
rencyjne ale takze ,,szkolne” wyktady, Komitet Naukowo-Organizacyjny MWK zamoéwit dziesieé
45-minutowych prelekcji. Siedem z tych zamoéwionych wyktadéow zawartych jest w monografii
pt. ,,Wybrane aspekty mobilnych systemow pomiarowych” opracowanej 1 wydanej pod naukowa
redakcja prof. Andrzeja Michalskiego. Dzieto to liczy 235 str. (ISBN 978-83-7938-020-6).

Na konferencje zgtoszono 88 referatow. Z tej liczby do druku, w punktowanych czasopi-
smach, aplikowato 77 prac. Pozytywnie proces recenzowania przeszto 62 opracowania. Teksty te
po niezbednych uzupetieniach i odpowiednim sformatowaniu zostang skierowane do druku w
nastepujacych periodykach: w Przegladzie Elektrotechnicznym, w PAK (Pomiary Automatyka
Kontrola) oraz w Biuletynie WAT. Pozwoli to uzyska¢ uczestnikom konferencji dodatkowg ko-
rzy$¢€, szczegolnie istotng z punktu widzenia oceny parametrycznej ich macierzystych jednostek.

O uznaniu $rodowiska metrologicznego dla organizowanej cyklicznie Szkoty-Konferencji
moze $wiadczy¢ fakt, ze tegoroczng edycj¢ konferencji uswietnili swojg obecnoscig m. in. JM
Rektor WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, Dziekan Wydziatlu IV Nauk Technicznych
PAN prof. Marian Kazmierowski, Prezes GUM Pani Janina Popowska, V-przewodniczacy Komi-
tetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN prof. Janusz Gajda. W obradach wzigli takze udziat
goscie z Ukrainy — 3 profesorow z Politechniki Lwowskiej.



Szkote-Konferencje MWK’2014 charakteryzuje nastepujaca statystyka:

— liczba uczestnikow: 155 (W tym uczestnikow merytorycznie aktywnych: 148 osob);
— liczba wyktadow: 10 (w tym 9 wygtoszonych);

— liczba nadestanych referatow: 88 (w tym 85 zaprezentowanych);

— liczba sesji plenarnych: 5;

— liczba sesji sekcyjnych werbalnych: 6;

— liczba sesji sekcyjnych plakatowych: 4.

Na wyr6éznienie — za liczny udziat swoich pracownikow w MWK’2014 — zaslugujg naste-
pujace jednostki organizacyjne: Osrodki Metrologii Wojskowej (44 osoby), WAT (36 oséb), Po-
litechnika Warszawska (15 osob).

Materialy konferencyjne sktadaja si¢ z tomu ze streszczeniami referatow (192 str.) oraz z
pendrive’a zawierajacego peine, na prawach nierecenzowanego rekopisu, teksty nadestanych
referatow.

Szkota-Konferencja MWK’2014 pozwolita uczestnikom zacie$ni¢ wzajemne kontakty
oraz wymieni¢ aktualne doswiadczenia i informacje odnoszace si¢ do badan i1 praktycznych me-
tod pomiarowych.

Wartosciowym elementem konferencji byta ekspozycja sprzgtu pomiarowego oferowane-
go przez 4 uczestniczace w konferencji firmy: NDN Daniluk (Warszawa), DIGIMES (Warsza-
wa), AM Technologies Polska (Warszawa), Zaktad Elektronicznej Aparatury Pomiarowej —
TYBO (Mystowice). TYBO nie eksponowata sprzetu, jedynie miata kilkunastominutowe wystg-
pienie prezentujgce jej oferte handlowq.

Organizatorzy MWK’2014 zadbali takze o to by w programie przedsigwzi¢¢ konferencyj-
nych znalazlty si¢ elementy sprzyjajace rekreacji. Do takich wydarzen niewatpliwie nalezy zna-
komity koncert wojskowej orkiestry garnizonowej z Elblaga oraz integracyjna biesiada ,,przy
ognisku”.

W trakcie dyskusji pomigdzy cztonkami Komitetu Naukowego sformutowano wniosek by
podjac starania o potaczenie konferencji MWK z inng cykliczng konferencja realizowang takze
przez Instytut Systemow Elektronicznych WEL WAT, a mianowicie z konferencja ,,Diagnostyka
Urzadzen i SystemOéw DIAG”. Fuzja taka wydaje si¢ mozliwa, bo merytorycznie obszary metro-
logii 1 diagnostyki sa kompatybilne i wzajemnie si¢ uzupetniaja. Korzyscig wynikajaca z takiego
kroku moze by¢ wzrost liczby uczestnikow polaczonej konferenciji.

Ankieta ocenowa przeprowadzona wsrdd uczestnikow MWK’2014 data nastepujace dane
usrednione (w skali ocen szkolnych 1-6):

— poziom wyktadow: 5,54;

— poziom referatéw: 5,36;

— poziom organizacji: 5,27.

Mozna zatem uznaé, ze Szkota-Konferencja spetlita oczekiwania uczestnikow i moze

stanowi¢ podstawe do satysfakcji dla organizatorow.

Opracowali:
Dr hab. inz. Tadeusz Dgbrowski
Dr inz. Marek Kuchta



Zalgczniki:

Foto-1. Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego w oczekiwaniu na uczestnikow konferencji
Od lewej: Agnieszka Bubula, Ewa Budna, Roman Wrona
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Foto-2. Sesja plenarna (inauguracyjna).

Od lewej: ptk. R. Targos — Naczelny Metrolog WP, prof. A. Michalski, prof. T. Dgbrowski, prof. M. Wnuk — dziekan
WEL WAT

Foto-3. Widok ogolny sali obrad podczas sesji plakatowe;j
Na pierwszym planie od lewej: dr inz. Z. Watral



